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摘要(译)

对于通过使用超声波检查对象的该方法，通过3D探针扫描对象的空间区
域。从反射的回波信号中仅处理信号，该信号满足某些可选择的标准并
且根据它们在至少一个显示设备上的位置来显示它。对于具有一个或多
个感兴趣层的一个或多个对象的表示，几何选择标准是近似于对象或层
的表面并且可以具有一定厚度的壳，并且仅由该壳选择的信号将被处理
和显示。这导致对象的未受干扰的表示并且允许更好地观察关于结构或
灌注的表面特征。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0e0da5d3-add5-47dc-9461-b43d7592e357
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/008243967/publication/US6482159B1?q=US6482159B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6482159.PN.&OS=PN/6482159&RS=PN/6482159

